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Giris ve Mevcut Yontemler

Guvenilirlik ve saha geri donis oranini tahmin etmek
icin cesitli ydntemler bulunmaktadir. Ornegin, stres
tabanli standardlar yaygin bir sekilde
kullanilmaktadir.

MIL-HDBK-217F gibi stress tabanli standardlar,
malzemelerin glvenilirlik ve hata orani degerlerini
malzeme Uzerindeki stres seviyesiyle tanimlarlar.
Tanimlanan ana stres faktorleri; sicaklik, gerilim ve

harcanan glctdr.
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Giris ve Mevcut Yontemler

Bircok Uretici sirket ytksek stres seviyelerinde
hizlandirilmis 6muar testleri gerceklestirmekte ve test
sonuclarini istatistiksel dagilimlar ile analiz
etmektedirler.

Hata mekanizmasini hizlandirmak icin sicaklik, bagil
nem, gerilim, sicaklik cevrimi ve titresim stres
faktora olarak kullanilmaktadir.

Bu testlerden elde edilen sonuclardan yola c¢ikarak,
saha kullanim kosulundaki gtvenilirlik ve geri donus

orani tahmin edilmektedir.
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Giris ve Mevcut Yontemler

Tasarim gelistirme fazi boyunca yukarida belirtilen
stres faktorleri yapilan cesitli kalite testleriyle kontrol
edilmektedir.

Bununla beraber, bu testlerin ciktisi glivenirlik ve
saha geri donus orani tahminlerinde
kullaniilmamaktadir.

Dolayisiyla, bu testlerin ¢iktisini kullanacak ve diger
metodlarla birlestirecek bir yontem gelistirilmelidir.
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Parca Sayimi Guvenilirlik Tahmini

Parca sayimi guvenilirlik tahmini metoduna gore,
elektronik sistemi olusturan parcalarin hata oranlari
toplami, elektronik sistemin hata oranina esittir.

N
Asistem = Zipargai
1=1
A : Birim zamandaki hata orani
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Parca Sayimi Guvenilirlik Tahmini

Guavenilirlik Fonksiyonu

N
R(t) = e M R(Usistem = 1_{ R(®) parga,
| =

_(Z/lpar(;ai )t
R(t)sistem =e =

Kimaulatif Hata Orani Fonksiyonu

F (t) sistem — 1- R(t) sistem
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Hizlandirilmis Omiir Testleri

Hizlandirilmis omur testlerinin amaci, Grtndn
normal kullanim kosullarinda maruz kaldigi stres
faktori seviyesini arttirarak hata yapma zamanini
hizlandirmaktir.

Arrhenius Modeli
AF — e—(Ea/ K)YQ/T,-1/T,)
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Hizlandirilmis Omiir Testleri

Korozyon Modeli

AF = e~ (B3/KWUT-UTo) . (R 1RH,)"

Gerilim Uygulamali Korozyon Modeli

AF = e~(Ea/K)UT-1ITo) it 1 RHL)™ x (Vy V)N
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Hizlandirilmis Omiir Testleri

Degistirilmis Coffin-Manson Modeli
AF = O1B/K)A/T,-1ITe) (g 1§ 103 (AT, /AT, )10

T, : Maksimum Kullanim Lehim Noktasi Sicakligi (2K),
T, : Maksimum Test Lehim Noktasi Sicakligi (2K),

f, : Kullanim Sicaklik Cevrim Frekansi,

f, : Test Sicaklik Cevrim Frekansi,

AT, : Kullanim Aninda Sicakhk Degisimi (°C),

AT, : Test Aninda Sicaklk Degisimi (°C),
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Hizlandirilmis Omiir Testleri

Weibull Dagilimi olasilik yogunluk fonksiyonu;

( P

f(T)= (2 )(T/ )A1e

B : Sekil Parametresi
n : Skala Parametresi
vy : Lokasyon Parametresi
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Hizlandirilmis Omiir Testleri

Guavenilirlik Fonksiyonu

T-—
(1)’
R(T)=e 7
Kimaulatif Hata Orani Fonksiyonu

F(T)=1-R(T)
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Olgunluk Seviyesi

Uluslararasi stres tabanli standardlarda ve hizlandirilmis 6miur
testlerinde kullanilan ana stres faktorleri sicaklik, nem,
gerilim, harcanan gug, titresimdir.

Bununla beraber urin, sahada bircok farkl sebepten
arizalanabilir. Bu ariza sebepleri de sayisal ifadelere
donustidrilmeli ve Grintn sahada arizalanma riski sayisal
olarak belirlenmelidir.

Bu da, olgunluk seviyesi testleriyle mumkuindur. Olgunluk
seviyesi testleri 3 ana grup altinda toplanabilir.

Bunlar, glivenilirlik onay testleri, erken 6miur testleri ve

tasarim dogrulama testleridir.
VESITEL




Guvenilirlik Onay Testleri

Test Turi Test Adi Test Puani
Akim Gerilim Stres Test 100
Sicaklik Stres Test 100
Acik/Kisa Devre Testi 100
Elektrostatik Bosalim Test 100
Elektriksel Ani Yuksekm_elere Karsi Bagisiklik Testi 25
Yildirim Testi 50
Gerilim Cukurlari, Kisa Kesintiler ve Gerilim Degismeleri Testi 50
Ag¢ma/Kapama Testi 50
Anma Akimi Testi 75
Sicakta Calisma Testi 100
Cevresel Yuksek Sicaklik Testi 50
Dusuk Sicaklik Testi 50
Yiiksek Nem Omiir Testi 50
Titresim Dayanim Testi 25
Mekaniksel Duvara Asma Dayanim Testi 25
Disme Testi 50
Toplam 1000
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Erken Omiir Testleri Testleri

Erken omiur testleri, kart bazinda yapilan, malzeme ve
lehimleme/(iretim sireci kaynakli problemleri tespit etmeye

yarayan testlerdir.

Test Turi Test Adi Test Puani
Sicaklik Cevrim Testi 75
Cevresel Yuksek Sicaklik Yiksek Nem Testi 50
Sicaklhk Sok Testi 50
Mekaniksel Rastgele Titresim Dayanim Testi 50
Toplam 225
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Tasarim Dogrulama Testleri

Test Turi Test Adi Test Puani
i Enerjili/Enerjisiz Sicakhk Cevrim Testi 100
Elektriksel Kademeli Elektrostatik Bosalim Testi 50
Birlestirilmis Ylksek Sicaklk ve Yuksek Nem Testi 50
Sicakhk Sok Testi 75
Kademeli Sicaklik Testi 50

Cevresel

Enerjili/Enerjisiz Yuksek/Dustik Sicaklik ve Nem Testi 50
Yik Nem Depo Testi 25
Sicaklik Devrim Testi 50
Yapisal inceleme Testi 50
Mekaniksel |Paketsiz Sok Test 50
Kademeli Rastgele Titresim Dayanim Testi 25
Toplam 575
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Toplam Test Puani ve Toplam Hata Puani

T
Test Grubu est Hata

Puani Hata Sinifi
- —— Puani
Guvenilirlik Onay 1000

Testleri Uretim Durduran Hata 120

Erken Om{r Testleri 225

Yiiksek Onemli Hata 24
Tasarim Dogrulama -
Testler 575 Orta Onemli Hata 15
Toplam Test Puani 1800 | [Disiik Onemli Hata 9
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Olgunluk Seviyesi

Olgunluk Seviyesi

OS=(TTP—-THP) / TTP
Olgunluk seviyesi 0-1 arasi bir degerdir.

Hata Orani;
F=1-0OS

Bu deger, Grunun, yapilan testlerde karsilasilan
hatalarina ait, sabit kimulatif hata orani olarak

degerlendirilmektedir. VESTEL




Saha Geri Donus Orani Tahmin Metodu

Proje F((;) ))1 F((;/I(" ))2 Olgtz :!l:: I:)S(t(ey\:;yesi SGDOI Gerggl; aGn(Tr(i%D)ﬁnﬁs
1 10.7 4.00 64.94 1499.2 4.19
2 7.56 1.82 82.75 237.31 2.60
3 4.85 0.26 93.60 8.07 0.87
4 5.02 2.83 89.50 149.09 RR,
5 5.00 0.48 91.00 21.60 RR;
6 3.61 0.46 88.56 18.99 RR
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Saha Geri Donus Orani Tahmin Metodu

SGDOI (T); _ A){ RR(T), ]3

SGDOI (T)2 RR(T)2
Geri Doniis Orani Tahminleri (%) Gergek Saha Geri Doniis Oranlari (%)

RR, 1.90

RR 1.45 Ort. RR 1.57
4 : 1.84 4 '

RR, 2.16

RR. 1.18

RR 1.16 Ort. RR 1.19
5 : 1.32 5 '

RR. 1.61

RR, 1.13

RR 1.13 Ort. RR 1.14
6 : 1.29 6 '

RR, 1.59
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Saha Geri Donus Orani Tahmin Metodu

Proje | F(T), (%) | F(T), (%) So(.jnrzjigﬁn_hg(:?(iﬁ) Sc'(jerr]%jsz(lS'::l
(%)
4 5.02 2.83 1.84 1.57
5 5.00 0.48 1.32 1.19
6 3.61 0.46 1.29 1.14
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Sonuclar

Bilinen standardlar ve hizlandirilmis 6muar testleri
teknikleri belli stres faktorleri kullanarak hata orani
ve glvenilirlik tahminleri yaparken, Grin, sahada,
daha farkh bir cok sebepten dolayi arizalanmaktadir.
Bu da yapilan tahminlerin gercek saha verisinden
farkli olmasina yol agmaktadir.

Saha geri donus oranini dogru tahmin edebilmek
ancak ve ancak bu farkli sebeplerden olusan arizalari
da “hata orani” olarak ifade edebilecek yeni bir

parametre ile mumkunddr.
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Sonuclar

Bu yeni parametre “olgunluk seviyesi” olarak verilmis ve bu
yeni parametre kullanilarak saha geri donus orani
matematiksel olarak modellenmistir.

Saha geri donls oranini AR-GE asamasinda bir indikator ile
tahmin etme yontemi sayesinde, sirketler, Grlnlerinin
guvenilirliklerini, Gretim oncesinde, kontrol edebilir ve saha
geri donus oranlarini cok daha yuksek guvenilirlikle tahmin
edebilirler. Bu da, olasi yuksek servis maliyetlerinin 6niine
gecilmesini saglar.

Tahmin sonuclari, proje Gretime girmeden elde edildigi icin,
urunde yapilacak degisiklik ve iyilestirmelerin maliyeti de

asgari olacaktir.
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